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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Podstawy metrologii 1010251531010220018
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Zarzadzanie i inzynieria produkcji - studia | (brak) 2/3

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obligatoryjny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopien stacjonarna
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 1 Cwiczenia: - Laboratoria: 1  Projekty/seminaria: - 4
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)
(brak) (brak)

Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 4 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr inz. Andrzej Gazdecki

email: gazdecki@sylaba.poznan.pl
tel. 665 3568

Budowy Maszyn i Zarzgdzania

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. wiadomosci z zakresu analizy i statystyki matematycznej, rysunku technicznego oraz czesci
1 Wiedza: maszyn

logicznego myslenia, korzystania z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu

2 Umiejetnosci:
3 Kompetencje | rozumienie potrzeby uczenia sig i pozyskiwania nowej wiedzy
spoteczne

Cel przedmiotu:

Zapoznanie si¢ z podstawami metrologii, charakterystykami wzorcéw i narzedzi pomiarowych. Nabycie wiedzy o sposobach i
zasadach pomiaru wybranych wielko$ci geometrycznych oraz umiejetnosci postugiwania sie sprzetem pomiarowym. Zdobycie
wiedzy

o0 metodach pomiarowych, rachunku btedéw i obliczania niepewno$ci pomiaru bezposredniego
i posredniego.

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Student zna ukfad jednostek miar SI - [K_WO01]

2. Student zna definicje i klasyfikacje poszczegdlnych rodzajow bteddéw ich eliminacje lub oszacowanie - [K_WO03]
3. Student zna statystyczne metody opracowania wynikéw pomiaréw - [K_W10, K_W25]

4. Student zna podstawowe wyposazenie pomiarowe stosowane do pomiaréw czesci maszyn - [K_W11]

Umiejetnosci:

1. Student potrafi wykonaé operacje sprawdzenia przyrzadu pomiarowego wedtug instrukcji - [K_U13]
2. Student potrafi oblicza¢ wartos¢ niepewnosci pomiaréw posrednich - [K_U01]

3. Student potrafi wyznacza¢ niepewno$¢ pomiaru przyrzadu metodg A i B - [K_U04]

4. Student potrafi wyznaczy¢ parametry charakterystyki statycznej przetwornika pomiarowego - [K_UO01]

Kompetencje spoteczne:

1. Ma swiadomos¢ znaczenia przeprowadzania prawidtowych pomiaréw czesci maszyn - [K_K01]
2. Potrafi obroni¢ wykonane obliczenia metrologiczne - [K_K02]

3. Potrafi samodzielnie rozwija¢ wiedze w dziedzinie metrologii - [K K04]
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Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia

Wyktad: Egzamin na podstawie testu sktadajgcego sie z pytan i krétkich kilku zadan.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego wykonywanego ¢wiczenia
laboratoryjnego i wykonanie sprawozdania. Aby uzyska¢ zaliczenie laboratoridw wszystkie éwiczenia muszg by¢ zaliczone.

Tresci programowe

1.Teoria pomiaru, pomiar i jego istota, wynik pomiaru, metody, rodzaje i sposoby pomiaru
2.Uktad jednostek miar Sl, definicja metra

3.Etalony, wzorce miar dtugosci i kata, ptytki wzorcowe, wateczki i kulki pomiarowe, ptytki katowe, katowniki, hierarchia
wzorcow

4.Btedy pomiaru, definicja i klasyfikacja, btedy systematyczne, przypadkowe i nadmierne
5.Eliminacja i oszacowanie btedéw, wyznaczenie niepewnosci pomiaru

6.Statystyczna analiza wynikdw pomiaréw.

7.Narzedzia pomiarowe, ich podziat i charakterystyka przyrzadow

8.Metody pomiaru, metody bezposrednie i posrednie.

9.Btedy metod posrednich, inne metody pomiarowe

10.Zagadnienia metrologiczne, wzorcowanie, legalizacja

11.Przyrzady suwmiarkowe, mikrometryczne, czujniki, dtugosciomierze, wysokosciomierze, mikroskopy, projektory i ich
sprawdzanie

Laboratorium:

1.Sprawdzanie narzedzi pomiarowych

2.Wyznaczanie btedéw pomiaréw posrednich

3.Wyznaczanie parametréow charakterystyk statycznych przetwornikéw pomiarowych
4.Analiza bteddw, statystyczne opracowanie wynikow pomiaréw

5.Wyznaczanie niepewnosci pomiaru przyrzagdu metodg A

Literatura podstawowa:
1. Humienny Z. i inni: ?Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS)?, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.
2. Jakubiec W., Malinowski J.: ?Metrologia wielkosci geometrycznych? WNT, Warszawa, 2006

3. Paczynski P.: ?Metrologia Techniczna. Przewodnik do wyktadow, ¢wiczen i laboratoriéw?, wyd. Politechniki Poznanskiej,
Poznan 2003

Literatura uzupetniajaca:

1. Piotrowski J., ?Podstawy metrologii?, PWN, Warszawa 1979

2. Sydenham P.H., ?Podrecznik metrologii?, t1, Wyd. Kit, Warszawa 1988

3. Hagel R., Zakrzewski J., ?Miernictwo dynamiczne?, WNT, Warszawa 1984

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnosé Czas (godz.)

Obcigzenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS
taczny naktad pracy 60
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 0
Zajecia o charakterze praktycznym 15 0
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